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OZET

Gegerlik, belirli bir kavramsal yapimn belirli bir. testden eldﬂe
edilen puanlanin altinda yatan agiklamalarinin potanslye{ kaynagt
olarak hipotez edilmesi seklinde distiniilebilir. Testin 61(,?mus old}l@
ana kavramsal yapi yaninda, test sonucunu etkileyebilecek d{ger
kavramsal yapilan da test puanlarimn aclklamalarl(nm potansiyel
kaynaklan olarak gormek yada bunlari énceden tahmin etmek ve t?u
alternatif hipotezlerin kabul edilebilirligini arastlrmak‘ ge@e}'hk
siirecinin  vazgecilmez bir pargasidir. Son yillarda Diferansiyel
Madde Fonksiyonu (DMF) analizleri gegerlik qahs.malarmda
kavramsal yapiyla ilgili ya da ilgisiz etkenleri bulmak igin gelecek
vaad eden bir metod olarak tavsiye edilmistir. Bu makale DMP:
metodlari hakkinda istatistiksel detaylara girmeden genel bilgi
vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diferansiyel madde fonksiyonu,
gegerlik, madde yanliligi

SUMMARY

GIRIS

Psikometrik  testlerde  gegerlik  efitimde  6lgme  ve
degerlendirmenin en eski ve en tartisthali konularindan biridir. Yillar
boyunca gegerliligi bazi aragturmacilar (6rnefin Messick, 1989) test
gelistirmenin dissal bir stireci olarak goriirken bazilari da (6rnegin Cleary,
1968) test gelistirmenin i¢sel bir siireci olarak gérmiislerdir. Gegerliligin
cesitleri ve anlamu konusundaki tartismalarm yillar ge¢mesine ragmen
sonuglanmamasina ve psikometrik test standartlarinin 1960’larm bagindan
beri stirekli degismesine ragmen test geligtirmede gegerliligin dnemi hig
bir zaman azalmamugtir. Aksine, 1966, 1974, 1985 ve 1999 Egitim ve
Psikolojik Test Standartlarinda (Standards of FEducational and
Psychological Testing: AERA, APA, NCME, 1966; 1974; 1985; 1999)
testlerde gecerlilik ¢alismalarinin 6nemini siirekli vurgulanmustir.

Gegerlik, belli bir kavramsal yapimnin belirli bir testden elde edilen
puanlarn altinda yatan agiklamalarin potansiyel kaynagi olarak hipotez
edilmesi seklinde diigiiniilebilir. Testin 6lgmiis oldufu ana kavramsal yapt
yaninda, test sonucunu etkileyebilecek diger kavramsal yapilar da test
puanlarun agtklamalarimin potansiyel kaynaklari olarak gérmek ve ya
bunlart onceden tahmin etmek ve bu alternatif hipotezlerin kabul
edilebilirligini arastirmak gegerlik siirecinin vazgecilemez bir pargasidir.
Son yillarda Diferansiyel Madde Fonksiyonu (DMF) (Differential item
Functioning) analizleri gegerlik ¢alismalarinda kavramsal yapiyla ilgili ya
da ilgisiz etkenler1 bulmak i¢in gelecek vaad eden bir metod olarak tavsiye
edilmistir (Roussos & Stout, 1996; Walker & Beretvas, 2001). Batidaki
gelismelere ragmen {lkemizde DMF alanindaki kaynaklarin ve
calismalarin yok denecek kadar azhir dikkati cekmis ve bu makale DMF
alanindaki tiirkce kaynak sikintisii gidermek dilegiyle kaleme alinmistir.
Makalede sirastyla DMF tamitilmig, DMF analizlerinde kullanilan 6nemli
metodlardan bahsedilmis ve son yillarda bu alanda olan gelismeler
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Validation can be thought of as hypothesizing a certain
construct as a potential source of plausible explanations of scores on a
particular test. However, recognizing or foreseeing other constructs as
potential sources of these explanations of scoes on the. test and
investigating the tenability of these alternative hypo.theses are mva}ua}ale
part of the validation process. Recently, Differential Item Functxoplpg
(DIF) analysis has been suggested as a promising meth.od for the validity
investigation to study construct relevant as well as irrelevant sources.
This article provides general information on DIF methodology without

going into statistical detais.
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DIFERANSIYEL MADDE FONKSIYONU

DMF aym diizeyde yetenek / bilgi / beceri gdsteren bireylerin
¢esitli gruplara ayrildiklarinda maddeyi dogru cevaplama olasiliklarinin
esit olmamas: durumuna denir. Madde yanliligy ile DMF aym seyler
degildir. Ancak DMF gosteren maddelerin incelenmesinden ve DMF nin
ortaya ¢itkma nedenlerinin arastinlmasindan sonra, ve DMF’nin testi
gelistirirken hedeflenen davranigsal yapidan kaynaklanmayan bagka bir
sebepten dolayi ortaya c¢iktifmun tespit edilmesi durumunda madde
vanliligindan s6z edilir. Bazen DMF davramigsal yapi dizininin iyi
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tammlanamamasindan da kaynaklanabilir. Eger gruplar farklr cok boyutlu
yetenek dagilimlari gostermekteyse ve testeki maddeler bu yetenekler
arasindaki farkliliklann gdrmek icin segilmisgse, tek boyutlu puaniama
modelleri bu maddeleri DMF olarak teshis edebilir(Ackerman, 19?2).
Madde bazinda DMF miktari az olsa da daha sonra bunlarmn birlikte
etkileri rahatsiz edici bir seviyeye ulagabilir. Bu durum genellikle DMF
geniglemesi olarak bilinir. Eger DMF geniglemesi dog.rPllanirsa diferansiyel
deste fonksiyonununun (DDF) olduundan s6z edilir. Bu durumlarda,
DMF gésterdigi diigiiniilen maddelerin es zamanli olarak madde gruplari
diizeyinde birlikte analiz edilmesi tavsiye edilir (Roussos, & Stout, 1996).

DMF gosteren maddelerin testeki orant ok disitkse ve gruplar
arasinda esit dagilmigsa, DMF’nin ortaya gikmast ¢ok sorun olugturma_z.
Ancak, testeki yanli maddelerin sayisinin artmasi ve yanli mgddelerm
gruplar arasmnda esit dagilmamasi durumunda, .testin gruplar €$lt ?larak
sl¢tip dlgmediginden bagka bir deyisle gegerliligmfiep gl‘.‘lphgye d}lsulur. Bu
nedenle test gelistirme siirecinde DMF analizlerinin yapilmasi ve DMF
gosteren maddelerin  bulunarak, DMF’ye sebep (?lan etkenlerin
arastirilmast ve bu maddelerin dlgtilmesi hedeflenen 6zelhk'd1§mda bagka
bir faktor yizinden DMF gosterdiginin dﬁsﬁnﬁlmeS} .duru?mn.da
maddelerin diizeltme yoluna gidilmesi ve diizeltilmelerinin miimkiin
olmamasi durumunda da testen gikarilmas: gerekmektedir. Faka_t DMF
gosteren maddeleri testen ctkarirken, cikarlan maddelerin jtestm yapl
gecerliligini  etkilememeye ve cikanlan n.1a.dde1er. yerine DM]ET
gostermeyen maddeler eklemeye dikkat edilmelidir, ak§1 takfhrde} tfastekl
madde sayisi onemli 6lglide azalabilecegi icin, testin glivenirlik ve
gecerligi olumsuz yonde etkilenebilir.

DMF konusunda daha ileri detaylara girmeden once, DMF
terminolojisinin kisa bir dzeti konuyu daha iyi kavrayabilmfamiz agisindan
gereklidir. Boyut (dimension) testi alan kiginin {naddey} dogru olgre}k
yamitlama sansi etkileyen herhangi bir 6ze1]igid1r.'Testmiolgmfak icin
hazirlandigl temel boyut (construct) birincil boyut (pr_lmary dlme:nsu_)q) ve
bunun yaninda isteyerek ya da istemeyerek dlgiilen dlgf:r. boyut ise ikincil
boyut (secondary dimension) olarak tanumlamr. Eger }klnc11 b‘oyu‘t testte
istenerek yerlestirilmis ve testin amaglari icil}dg var ise yard1mm' bpyut
(auxiliary dimension) olarak diisiintltir. Eger 1k11:lC}l bf)yut test ge].xgam}e
asamasinda planlanmamis ve yine de teste kendini gostermisse, gereks_lz
boyut (nuisance dimension) olarak adlandirtlir. DMF gerekli ya da
gereksiz boyut tarafindan olusup olusmadigina bakilarak yararli ve zarar]}
olmak iizere iki gruba aynlir. DMF teste hedeﬂeneq kavramsal yapi
yiiziinden olugmugsa yararli (benign), hedeflenmeyen bir kavramsal yapi
yiiziinden olugmus ise zararh (adverse) olarak tarumlanir (Roussos, &
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Stout, 1996). Ayrica, DMF gruplar ve yetenek dizeyleri arasindaki
etkilesime gore diizenli ve diizensiz olarak gruplandirilabilir. Diizenli
DMF grup tiyeligi ile yetenek diizeyleri arasinda hi¢ bir etkilesim
olmamas! durumunda ortaya gikarken, diizensiz DMF bu faktorier arasinda
etkilesimin olmasi halinde olusmaktadir. Baska bir deyisle diizenli
DMF’de madde karakteristik egrileri birbirleri ile kesigmez ve bir grup her
zaman digerinden {istiindiir, oysa diizensiz DMF’de madde karakteristik
egrileri kesisebilir ve gruplardan her biri yetenek diizeylerinin gesitli

kisimlarinda bir digerinden fistiin olabilir(Hambleton & Swaminathan,
1985).

DMF ANALIZINDE KULLANILAN METODLAR

DMF’yi teshis etmek igin nerilen metodlarin sayis: oldukga fazla
olup bu metodlar: klasik test kuramina dayanan metodlar yada modern
test kuramina dayanan metodlar olarak siiflamak mitimkiindiir. DMF’i
ortaya ¢ikarmak icin kullanilan metodlarm difer bir siniflamasini da
parametrik (Ki-kare) yada nonparametrik (SIBTEST, Mantel-Haenszel)
olarak yapmak miimkiindur. Klasik test teorisine dayanan metodlar, klasik
test istatistiklerini (korelasyon yada gruplarin maddeye verdikleri dogru
cevaplar arasindaki farki) kullanarak yanli maddeleri bulmaya galisir.
Klasik test istatistikleri drnekleme bagli olduklarindan klasik test teorisine
dayanan metodlar da 6lciilen 6zelligin gruplar arasi degiskenliginden
etkilenirler. Ayrica klasik test istatistiklerinin birden ¢ok &rneklemden elde
edilmesi durumunda, farkli gruplar arasinda olgeklerin esitlenmesi de
olduk¢a zordur (Embretson & Reise, 2000). Ote yandan madde yamt
kuramina dayanan metodlar drnekleme bagl degildir ancak &lciilen
kavramsal yapinin tek boyutlu olmamas: durumunda bu metodlar yetersiz
kalabilir. Makalenin bu bélimde DMF’i ortaya cikarmak igin siklikla
kullanllan ~ metodlardan  bazilart  istatistiksel ~detaylara girmeden
incelenecektir, metodlarin daha kapsamli bir tamitunu igin  Millsap ve
Everson’un (1993) makalesine ve her metodun altinda verilen kaynaklara
basvurulabilir. Makalenin geri kalan bélimiide sirastyla, Madde Guglitk
Indexine dayanan metodlar, Madde Yanit Kuramina dayanan metodlar, Ki-
kare metodlan, Mantel Haenszel (MH) metodu, Loglinear metodlari,
Lojistic Regrasyon (LR) metodu ve Simultaneous Item Bias (SIBTEST)
metodu tartigilacaktir.

Madde Giigliik index’ine Dayanan Metodlar

Madde Giiglikk Indexine dayanan metoda gore farkli iki grubun
madde giiglik indexleri birbiriyle mitkemmel korelasyon gosteriyorsa,
yada farkli iki grubun madde gtglikleri arasindaki fark esitse maddenin
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yansiz oldugundan s6z edilebilir. Bu metodlar ya madde giiclik indexini
(p) yada madde gliclik indexinden elde edilen baska indexleri kullamur.
Bu gruba giren metodlar arasinda en ¢ok taninanlari Angoff ve Ford

tarafindan gelistirilen (1973) Delta indexi (A ), ve dnce Cardall ile

Coffman (1964) daha sonra da Cleary ile Hilton(1968) tarafindan
gelistirilen varyans analizi teknikleri sayilabilir. Gozlenemeyen kavramsal
yapi dagilimmin gruplar arasinda farklilik gostermesi halinde, bu gruptaki
metodlar iki grup arasindaki yetenek farkliliklarint DMF olarak gosterme
riskini tasir.

Madde Yamt Kuramina Dayanan Metodlar

Madde Yanit Kuramma (MYK) gére DMF iki grubun madde
karakteristik egrilerinin ayni olmamasi ya da iki grubun olgekleri
esitlendikten sonra ayni parametrelere sahip olmamasi durumunda goriliir
(Hambleton & Swaminathan, 1985). Bu yiizden Madde Yanit Kuramima
dayanan indexler madde karakteristik egrilerinin birbirinden ne kadar gok
farklilagtigint Slgmeye yoneliktir. Bu indexlerin hesaplanmasi madde
parametrelerinin her bir grup icin ayr ayn hesaplanmast ve farkli
gruplardan elde edilen parametrelerin dlceklerinin esitlenmesinden olugan
iki asamali bir suregtir. Madde Yanit Kuramina dayanan metodlar tek
boyutlu kavramsal yapilarda yiiksek performans gosterirken, ok boyutlu
kavramsal yapilarda yetersiz kalmakta ve gok boyutlulugu DMF gibi
gosterebilmektedir (Crocker & Algina, 1986).

Ki-kare Metodlari

Scheuneman (1979) ve Camilli (1979) madde yanit kuraminda
kullanilan metodlara yakin denilebilecek metodlar: geligtirmislerdir. Bu
metodlarin madde yamt kuramina dayali metodlara gore uygulamasi daha
kolaydir. Ki-kare metodlart Madde Yanit Kuramina dayanan metodlardan
yanli maddenin tanimlanmas; sirasinda gozlenemeyen kavramsal yapmin
yerine onun hatali bir dlglimii kabul edilen gbzlenen test puaminin
konulmast ile ayrilir. Ki-kare metodlarinda gdzlenen test puanlari gesitli
puan dilimlerine boliintir ve her puan dilimindeki gruplar maddeyi dogru
cevaplama oranlari acisindan karsilagtirthr. Dogru cevaplama oranlarinin
farkll gruplar arasinda farkhhk gostermesi ise DMF’nin bir gdstergesi
olarak distiniiliir. Ki-kare metodlarinin en dnemli yam puan dilimlerini
belirlemekte kullamilacak yontemdir, zira puan dilimlerini aywrmak icin
kullanilan farkli kriterler Camilli ve Scheuneman tarafindan gruplar
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arasindaki farks ortaya cikarmak igin 6ne stiriilen istatistiksel testlerin
sonuglarini da_etkiler. Ki-kare metodunda gizil kavramsal yap: yerine
gozlenen puamin kullanilmasi, DMF’nin- 6l¢me hatalarindan kaynaklanma
riskini de beraberinde getirir (Crocker & Algina, 1986).

Mantel-Haenszel Istatistigi

Kontenjan tablolarma dayanan ve ilk olarak Mantel ve Haenszel
(1959) tarafindan gelistirilen bu metod daha sonra Hollan (1985) ve
arkadaslari (Hollan,1985; Holand & Thayer, 1988) tarafindan DMF
metodu olarak kullanilmaya baglamustir (Millsap & Everson, 1993).
Mantel-Haenszel (MH) Istatistigi, ki-kare metodunun daha genisletilmis
bir hali olup, kullaniminin ve anlasilmasinin kolay olmasi bakimindan
madde diizeyindeki DMF’] teshis etmekte olduk¢a yaygin olarak tercih
edilen bir metoddur.

MH metoduyla referans ve odak grubu adi verilen, iki grubun
bagar1 dizeyleri her bir madde icin tek tek karsilastiriir. DMF’in
olugmasiyla dezavantajli konuma diisecegi diisiinlilen grup odak grubu ve
DMEF’i teshis etmek igin kullanilacak karsilastirma grubu ise referans
grubu olarak tamimlanir. Genellikle gruplar arasinda karsilastirmayi
saglamak i¢in toplam test puant baz alimr. MH metodunda kontenjan

tablolarina yerlestirilen veriler iizerinden MH y * istatistigi hesaplanarak ve

7* dagihmint referans alarak DMF hipotezinin manidarligin test etmek
mM@dﬂr (bk., Holand & Thayer, 1988). Bu metod hem null hipotezinin
fest edilmesine izin verdigi hem de DMF’in bityiikliigiinii gbsteren bir
index sagladig icin siklikla kullanilmaktadir (Millsap & Everson, 1993).

Loglinear Modelleri

Kontenjan tablolarma dayanan loglinear modelleri geleneksel ki-
kare metodunun daha genellestirilmis bir halidir (Alderman & Holland
1981, Mellenbergh, 1982). Bu metodla ii¢ boyutlu kontenjan tablolar;
(puan dilimleri / gruplar / madde yamitlart) kullamlarak ilgili loglinear
modelin parametreleri kestirilir. Modelin veriye uygun olup olmadigi
drneklemden elde edilen frekanslardan beklenen frekanslarin tahmin

edilmesi ve (G? istatistiginin (bk., Fienberg, 1980) hesaplanmast ile olur.

Loglinear modelleri arastirmacilar arasinda diger modellere gére
daha esnek olmasi, interval maddelerine uygulanabilmesi, ayn1 anda birden
cok grup ve madde tizerinde DMF analizine imkan vermesi bakimindan
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yaygin olarak kullanilir. Maddelerin onemli bir kisminn yanli olmast
durumunda gruplari esitlemekte kullamlan toplam test puaninin da yanh
olmast s6z konusu olacagindan, aragtirmacilar yanh maddelerin sxrayle} test
cikarilmasimt ve daha sonra analizin yapilmasim dnermektedirler.
Loglinear modeller tek boyutlu verilere uygun olup, cok .boyutlu ve
kompleks verilerde altta yatan kavramsal yapiyl yeterince temsil
edemedigi igin bu durumlarda kullammina dikkat edilmelidir (Millsap &
Everson, 1993).

Lojistik regrasyon Modelleri

Swaminathan ve Rogers (1990) lojistik regrasyona c!ayanan bir
DMF metodu gelisiirdiler, Lojistik regrasyon modelindef bireyin ‘ma<‘ideye
dogru cevap verebilmesinin kosullu olasihgl maximum l_lkellhood
metoduyla bulunur (daha fazla bilgi icin bk, Bock, 1975; Swaminathan &
Rogers, 1990).

Loglinear yontemlerine pek ¢ok ydnden Penzeyen, bu rPetOQ
birden ¢ok gruba ve interval maddelerine uygulanabl!mekte ve de': diizenli
ve diizensiz DMF’i teghis edebilmektedir (Agresti, 1990; Millsap &
Everson, 1993). Lojistik regrasyon modelleri ile DMF’m_n oh}sgmunda
katkisi oldugu distinilen diger ilgili faktorlerin de (test anxiety gibi) DMF
{izerindeki etkisinin arastirilmast milmkiindiir (Miller & S-pr.ay, 1993).
Ayrica, lojistik modeller regrasyon katsaylsqu. sagl_ad1klar‘1 icin bunl,ar{n
grafiklerinin ¢izilmesi durumunda puan dilimleri uzerinde DMF’nin
sorunlu oldugu bolgeler bulunabilir (Millsap & Everson, 1.993). Madde
yant modellerinin cok parametreli bir yapi gostermesi durumunda
loglinear modelleri gibi, lojistik modeller de sorunlar yasar ve DMF
olmadig halde varmis gibi gosterebilirler.

SIBTEST Metodu

Shealy ve Stout (1993) gii¢lii bir DMF matematik modeli (MMD;
Shealy, & Stout, 1993) gelistirdiler. Shealy ve Stout (1.993) modellerinde
DMF’in olusma nedenlerini cok boyutluluk yaklagimi ile agzlld::}m1§1a'r‘d1r.
DMF’nin her zaman cok boyutlulukla ilgili bir konu oldugum{ ileri stiren
Shealy ve Stout, DMF’nin iki kosulun () madde olgiilmek istenen ana
kavramsal yapiya & ve aym zamanda yardimcl kavramsal yapiya
rpduyarhi, ve (b) 77’ sabit bir @ degeri i¢in sartl dagihmi’run ( 77]9)
farklilasmast halinde griildiigiingi  belirtmislerdir. Sbgaly ve Stotlt
(1993)’un ¢ok boyutluluga dayanan DMF modelinin gogm?luk 12(1
uygulanan ve bireysel madde analizine donik DMF metodlarindan bir ¢o
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yonden daha avantajli oldugu sSylenir: (a) testin sonuglarimi etkileyen
temel kavramsal yapilarin incelenmesi gruplar esitlemek i¢in kullanilacak
kriterin daha iyi belirlenmesine yol agar; (b) test maddelerinin kavramsal
yap1 yoniinden benzerlik gosteren gruplar / desteler halinde test edilmesi
DMF’nin manidarligim artirir; (c) testin gok boyutlu kavramsal yapisini
anlamak, DMF’ye sebep olan nedenleri daha iyi anlamamiza yol agar.

SIBTEST (Shealy, 1989; Shealy & Stout, 1991), Shealy ve
Stout’un ¢ok boyutlulufa dayanan DMF matematiksel modellerinin
uygulanmasini saglayan bilgisayar programi olup birden cok maddenin es
zamanli DMF analizini miimkiin kilmaktadir. SIBTEST hem diizenli hem
de diizensiz DMF’1 teshis edebilmekte, madde bazinda ya da madde
gruplan bazinda DMF’i teshis edebilmekte, DMF’nin bitytikligini
dlgebilmek icin bir indek ve null hipotezini test etmek icinde bir istatistik
saflamaktadir (Shealy & Stout, 1993).SIBTEST, once sadece - teste
hedeflenen davranis: 6lgen maddelerden olusan gegerli bir alttest olusturur,
ve bu alttest tizerinden her bir birey icin toplam puan (Z) hesaplanarak,
bireyler puan dilimlerine gére aynlir. Daha sonra incelenen puan
diizeyindeki (Y) gruplar icin duzeltilmis ortalamalar (adjusted means)
hesaplanir ve gruplar arasindaki farklann afulikhi ortalamasi bir Szet
istatistigi olarak bulunurak, null hipotezinin manidarligi z testi kullanilarak
test edilir (daha fazla bilgi icin bk., Shealy, Stout, & Rossi, 1991; Shealy,
& Stout, 1993).

SONUCLAR

DMF metodlarinin gegerlik siirecindeki rolii u¢ madde altinda
0zetlenebilir: (a) belirli bir testi alan farkl gruplarin test sonuglarinin farkli
faktorler tarafindan etkilenip etkilenmedigini bulmak; (b) farkli gruplarin
test sonuglarimin aym faktérler tarafindan etkilendifinin bulunmasi
durumunda bu faktorlerin testi planlarken hedeflenen ve testi etkilemesi
digtnilen faktorler olup olmadigina karar vermek; ve (c) testi hazirlama
stirecinde planlanmayan ve testle dogrudan ilgili olmayan faktérlerin
bulunmas: halinde bunlarin  bir gruba haksiz  avantaj saglayip
saglamadigini bulmak.

DMF gosteren maddeleri ortaya ¢ikarmak igin gesitli metodlar
kullanilmaktadir. Madde Yanit Kuramina dayanmayan ve geleneksel Ki-
kare metodlarinin daha genisletilmis halleri olan Mantel-Haenszel, Lojistik
Regrasyon Modelleri, Loglinear Modelleri esneklikleri ve kullanim
kolayliklar yéniinden siklikla tercih edilen metdolar arasindadir (Crocker
& Algina, 1986). SIBTEST de son yillarda kullanumi yayginlasan ve bu
alanda gelecek vaad eden bir metod olarak géze garpmaktadir (Millsap &
Everson, 1993). 1960’larin  bagindan beri DMF calismalarinin

93



srdiriilmesine ve DMF metodlarindaki gesitlenmesine ragm‘en, halen

;uﬁ;f;in;ebep olan faktorler kesin olarak bil.inemiyor (Messick, 1989;
Walker & Beretvas, 2001). Pratikte, DMF.’YI’ tammljamaktzt 1fu.l.1amlan
istatiksel ve betimsel metodlar birbiri ile i¢ ice nadlrer_l ylirlitilmekte
(Roussos, & Stout, 1996) ve bu yiizden DMF §a11§malan bir g;oli a:;llardan
yetersiz kalmaktadir. Son zamanlarda DMF «;alls{nal.armda gdriinen bu
baganisizliga dayanarak, aragtirmacilar h?r hangi - bir DMF ¢alismast
yapmadan once testin altinda yatan gozlenemeyen kavr.amsal yap!
dagilimmi  (latent trait distribution) tanimanin gerekli oldugurcxiu
vurgulamiglardir (Messick, 1989). Bu uyarilar dogrultusunda’ son yillarda
hem betimsel hem de istatistiksel metodlart kullanarak, DMF’e §ebep olan
etkenleri ortaya cikarmaya ¢alisan basanh caligmalar (bk., Gierl et" aJ:,
2001; Ryan & Fan, 1996; Ozbek, 2004; Walker & Beretvas, 2001) timit
vericidir.
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OZET

Ik gretim 6grencilerinin rasyonel sayilarla bslme isleminde
gerek kavramsal ve gerekse iglemsel olarak zorluklar
cektikleri bir ¢ok arastuma ile ortaya konmugtur.
Ogrencilerin rasyonel sayilardaki bélme kavramim islemsel
olarak yapmalarma ragmen kavramsal olarak anlamlandirip
anlamlandirmaklart  agik  degildir. Bu calisma ile
Ogrencilerin: 1) rasyonel sayilarla bolme iglemi yaparken
kullandiklar1  yontemler ve kullanma gerekgelerini
belirlemek, ii) kavram yanilgilarmi ortaya ¢ikarmak ve iii)
kullandiklar: yaklagimlarin siniflara gore farklilik gosterip
gostermedigini  saptamak amaglanmistr.  Calismamn
sonuglari, literatiirdeki bulgular dogrultusunda elegtirel bir
yaklasimla tartigilmigtir.

Anahtar Kelimeler: Rasyonel sayilar, bdlme
ABSTRACT .

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTION
ABOUT RATIONAL NUMBER DIVISIONS.

Research findings confirm that primary school students have
learning difficulties on division operations with rational numbers.
It is difficult to derive a conclusion about students’ conceptual
understanding of rational number division based on formal
operations with rational numbers. This study aims i) to determine
what kind of strategies that siudents use while dealing with fraction
divisions, ii) to reveal (if any) misconceptions and iii) to determine
strategies that students use taking the grade levels into
consideration. Findings and educational implications will be
discussed in detail.

Key Words: Rational numbers, division
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